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Streszczenie,

W obecnych czasach jednym z kluczowych aspektow analizy defektéw w ukiadach scalonych
pracujacych w sposéb dynamiczny jest $ledzenie $ciezek propagacji sygnatéw. Niestety, dosé
czesto zardwno detekeja, jak i sama analiza uzyskanych wynikéw jest procesem trudnym i
niezwykle ztozonym, a w konsekwencji z perspektywy ekonomicznej réwniez niezwykle
kosztownym. Fakt ten sprawia, iz najbardziej zaawansowane techniki analizy. jak ,.Time
Resolved Emission™ (TRE), sa trudno dostepne dla wiekszosci laboratoridw. Rozwigzaniem
tego problemu moze okazaé sig umiejetne zastosowanie znanych statycznych metod analizy
defektéw w uktadach scalonych, jak chociazby metodologii mikroskopii emisji fotonéw
(PEM), kt6ra jest stosunkowo niedroga i daje szerokie spektrum aplikacji. W przypadku tego
typu analiz kluczowym elementem jest wartosé parametru opisujacego stosunek sygnatu do
szumu (SNR ~ Signal to Noise Ratio), na ktéry z kolei mocno wplywaja wartosci
wspofczynnika wypeienia oraz prawdopodobierstwa wystgpowania zjawiska samej emisji
fotonéw w zaleznosci od stanu wzbudzenia badanego uktadu. W prezentowanej pracy
przedstawiono model matematyczny. ktéry aproksymuje catkowita wartosé sygnalu emisji
fotonéw dla danej technologii w zaleznosci od czgstotliwosdel operacyjnej i czaséw
przefaczania, Nowa metoda testowania zostanie poddana weryfikacji dla rdznych technologii i
materialow, a nastgpnie uzyskane wyniki zostana poddane doglgbnej analizie i dyskusji.
Ostateczna skuteczno$¢ prezentowanej techniki detekcji zostanie potwierdzona poprzez
aplikacj¢ do dynamicznie dziatajacego, rzeczywistego uktadu scalonego. Dodatkowo w celu
wykazania dalszego potencjafu badawczego i jeszeze szerszego spektrum aplikacji zostanie

przeprowadzona analiza w kontekscie technologii niekrzemowych.

Slowa kluczowe: Analiza defektdw, Mikroskopia emisji fotonéw, Testowanie niezawodnosci,

Inzynieria odwrécona.



